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1. ま え が さ

前報1～8)と同様に無限厚コンクリー トから後方に散乱

するⅩ,ガンマ線を低減させる目的で,鉄板および鉛箔

を表面材として用い,前回1-4)と同じ配置で実験した.

今回は 192Irからのガンマ線,約 350keV付近のエネ

Jt,ギーに着目して後方散乱ガンマ線スペクトルおよびそ

の低減率や飽和特性などを実験的に求めた.また,M.∫.

Berger9,10)らの行った光子束エネルギーアルベ ドについ

ても比較検討した.なお,いままで述べた入射エネルギ

ーが異なるいくつかのアイソトープからのⅩ,ガンマ線

の散乱線低減率特性を求め,コンクリー トの表面材であ

る鉄および鉛の最適使用厚さについて検討したので以下

に報告する.

2. 実 験 方 法

192Irの密封ガンマ線源 60mCiを用い,これを前報4)

と同じジオメトリーで鉛照射容器のほぼ中心部に収容し

て固定し,そのガンマ線ビームを20mm卓に絞 り,散乱

体表面に対して垂直に照射し,1350方向に散乱してくる

X,ガンマ線をGe(Li)半導体検出器3)を用いて検出し,

この出力をマルチチャンネル波高分析器に導いてエネル

ギー分析を行った.この場合,使用した線源 (S)と検出

器 (D)との距離は300mmで,前報1-8)と同様に鉄およ

び鉛の厚さを考えて散乱ガンマ線低減率特性などを求め

た.

3. 実 験 結 果

3-1 192Irの散乱ガンマ線スペク トル

図 1(a)(b)(C)は 192Irガンマ線源を用い,無限厚コ

ンクリー トのみと,その表面に厚さ1.0mm鉄板または

厚さ0.1mm鉛箔を貼布 したときの後方散乱ガンマ線

エネルギースペクトルである.図の点線は検出器3)のエ

ネルギー計数効率を補正する前のスペクトルであり,図

の実線は点線の散乱スペクトルを全エネルギーについて
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(a) 無限厚コンクリートのみ
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(b) 無限厚コンクリート+鉄板 (厚さ1.0mm)
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(C) 無限厚コンクリート十鉛箔 (厚さ0.1mm)

図1 192Irによる散乱ガンマ線スペクトルとエネルギー補正

したヒストグラム

20等分に分割して積分計数し,その平均計数率を求めて

効率補正を行ったヒス トグラムである.図 1(a)は無限

厚層のコンクリー トの場合で 160keVお.よび199keV

付近のピークは表 111)に示した 1回散乱ガンマ線成分

である.また 1回散乱ガンマ線のほかに多重散乱ガンマ

健成分が 80-137keV付近に生成し,Osおよび PtKX

線の散乱線も同時に生成している.点線のスペクトルを

補正すると1回散乱ガンマ線成分が主になり,多重散乱
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